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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

CIRCUITS INTEGRES -
MESURE DE L'IMMUNITE ELECTROMAGNETIQUE,
150 kHz A 1 GHz -

Partie 1: Conditions générales et définitions

AVANT-PROPOS

1) La Commission Electrotechnique Internationale (CEI) est une organisation
composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nati

organlsatlons |nternat|ona|es gouvernementales et non gouvernel
également aux travaux La CEIl collabore étroitement avec I Orga

2)

3)

4) Dans le but d'encourager I'uni ité i i i ationaux de la CEl s'engagent, dans toute la
mesure possible, a appligder de Sublications de la CEl dans leurs publications
nationales et régionales. Tbo i : e$ Publications de la CEIl et toutes publications
nationales ou régionales rresondant & jguées en termes clairs dans ces derniéres

5) La CEIl n’a prév g \ 3 age valant indication d’approbation et n'engage pas sa
responsabilité p@ i 4 % es a une de ses Publications

6) Tous les utilisateu t en possession de la derniere édition de cette publication.

e a la CEIl, a ses administrateurs employés auxiliaires ou
e“’causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre

soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les colts (y compris les frais
t de la publication ou de I'utilisation de cette Publication de la CEIl ou de

I'objet de droits de™propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEIl ne saurait étre tenue pour
responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale CEIl 62132-1 a été établie par le sous-comité 47A: Circuits intégrés,
du comité d'études 47 de la CEIl: Dispositifs a semiconducteurs.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote
47A/734/FDIS 47A/742/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a I'approbation de cette norme.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

INTEGRATED CIRCUITS -
MEASUREMENT OF ELECTROMAGNETIC IMMUNITY,
150 kHz TO 1 GHz -

Part 1: General conditions and definitions

FOREWORD

this end and in addltlon to other activities, IEC publishes International
Technical Reports, Publicly Available SpeC|f|cat|ons (PAS) and Guijdes

governmental organizations liaising with the IEC also participate i
with the International Organization for Standardization (ISO) A4

interested IEC National Committees.

3) IEC Publications have the form of recom and are accepted by IEC National
Committees in that sense. While all reasonab re that the technical content of IEC
Publications is accurate, IEC cannot be h the way in which they are used or for any
misinterpretation by any end user.

between any IEC Publication ending national/or regional publication shall be clearly indicated in
the latter.

5) IEC provides no n arkl g proce s approval and cannot be rendered responsible for any
equipment decla j i ublication.

6) All users should ehstr edition of this publication

7) No liability shall atte , employees, servants or agents including individual experts and
members of its te and IEC National Committees for any personal injury, property damage or

9) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of
ot be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 62132-1 has been prepared by subcommittee 47A: Integrated
circuits, of IEC technical committee 47: Semiconductor devices.

The text of this standard is based on the following documents:

FDIS Report on voting
47A/734/FDIS 47A/742/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.
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La CEI 62132 est constituée des parties suivantes sous le titre général Circuits intégrés —
Mesure de I'immunité électromagnétique, 150 Hz a 1 GHz

Partie 1:
Partie 2 :
Partie 3:
Partie 4:
Partie 5:

Conditions générales et définitions

Méthode de cellule (G-) TEM 1

Méthode d’injection de courant en bloc (BCI) !
Méthode d’injection directe de puissance RF
Méthode de la cage de Faraday sur banc de travail

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant la date de
maintenance indiquée sur le site web de la CEl sous «http://webstore-iec.ch» dans les

données relatives a la publication recherchée. A cette date, la publication

* reconduite;

* supprimée;

* remplacée par une édition révisée, ou
*+ amendée.

@%

N

1 Alétude.
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IEC 62132 consists of the following parts, under the general title Integrated circuits —
Measurement of electromagnetic immunity, 150 kHz to 1 GHz:

Part 1: General conditions and definitions

Part 2: (G-) TEM cell method

Part 3: Bulk current injection (BCI) method'!

Part 4. Direct RF power injection method

Part 5: Workbench Faraday cage method

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until

the maintenance result date indicated on the IEC web site under "http://webstore.iec.ch” in
the data related to the specific publication. At this date, the publication wi

* reconfirmed,
* withdrawn,
+ replaced by a revised edition, or

QQ%@\@

1 Under consideration.
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CIRCUITS INTEGRES - ]
MESURE DE L'IMMUNITE ELECTROMAGNETIQUE,
150 kHz A 1 GHz -

Partie 1: Conditions générales et définitions

1 Domaine d'application

mesure de I'immunité électromagnétique conduite et rayonnée des cir
perturbahons condwtes et rayonnees Elle fournit egalement une de

radioélectriques

CEI 61000-4-6, Compatibilité électromagnétique (CEM)- Partie 4-6 : Techniques d'essai et de
mesure — Immunité aux perturbations conduites, induites par les champs radioélectriques
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